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っ て い な い ウ ェ ー ハ
（Reference）と，鉄イオン溶
液にウェーハを浸漬した後に
熱処理を施すことによって１
×1013 atoms/cm3 の濃度の鉄
原子を導入したウェーハに対
して測定された屈折量曲線を
示す．鉄汚染ウェーハでは，
Reference（汚染無し）に比べて，屈折量曲線
の変化領域（図中のドット間隔）が減少して
いる．これは，Feの深い準位による再結合の
ためにキャリアの拡散長（寿命）が減少し，
自由キャリアの濃度分布 n(r) の広がりが減
少したことを示している．図 2．は，YAGレ
ーザで生成された電子・正孔のバンド端再結
合による発光の強度分布をウェーハの劈開
面から観測した像である．鉄汚染ウェーハで
は，発光の強度と発光領域の広がりが減少し
ており，図１の結果と合致している． 
 
図 2. 意図的な鉄原子汚染無しのウェーハ（a）と
有りのウェーハ(b) に対して観測されたフォトル
ミネッセンス強度分布． 
 
 
 
図 1．意図的な鉄原子汚染無しのウェーハ（a）と有りのウェー
ハ(b) に対して測定された屈折量曲線 
 
